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【はじめに】エリプソメトリーは真空容器や高圧容器や液体容器などのチャンバー内の試料の

光学特性を評価できる計測方法である．チャンバーの入射側と出射側に含まれる２つ観察光

学窓は，製作過程，設置過程，実験過程で生じる圧力により複屈折性や旋光性，またはこれ

らの複合性質を示す．その以外に，窓全体における圧力の分布性により，これらの性質もプ

ローブビーム径内で分布をもつ．その場計測ではこれらの影響の補正を行わなければならな

い．これまで，我々のグループは窓の複屈折性の補正方法を開発した[1]．本研究では，観察

窓の様々な影響を考慮した一般化補正方法を紹介する． 

【補正原理】光と窓の相互作用は以下のミューラー行列で表すことができる． 
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窓のもつ光学性質やその分布性によりミューラー行列中の要素は変わるが，非対角要素間の

対称性または反対称性は変わらない．この特徴は窓補正方法の一般化につながる重要なコン

セプトになる．したがって，入射窓(W1)―試料(S)―出射窓(W2)系のミューラー行列 W2SW1

は次式になる．  
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ここで，N, Sc, Ss は試料のエリプソパラメータとでなる要素である．補正は以下の流れ

で行う．①加工したい試料（または標準試料）の Na, Sca, Ssa を空気中で計測する．②チャ

ンバー内で同じ試料のミューラー行列を測定する．③ミューラー行列要素 m12-m44を用いた 15

元連立方程式から各窓の A-F 或いはミューラー行列 W2と W1得る．④以下の式から試料のミ

ューラー行列 S を求め，最後に試料のとを得る． 
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補正を行う際に注意しなければならないのは，ミューラー行列の各要素の測定精度である．補

正した結果を評価する時は，各要素による誤差伝播についても考慮する．  
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